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El espectacular desarrollo de las diferentes técnicas de observación y análisis de la
materia, mediante un haz de electrones, ha adquirido una extensión y diversidad en estos
años que se ha materializado en la proliferación de términos y siglas específicas y casi
exclusivamente de origen anglófono.
Como consecuencia nuestro castellano (o español) se ha llenado de barbarismos, en
muchos casos superfluos o de traducciones a veces no muy afortunadas.
Parecería pues conveniente unificar criterios y sistematizar este caos, por los que se
precirculó un listado de términos, con una propuesta de traducción, entre los miembros de
la SEM y se contactó con la Sociedad Española de Microscopía Electrónica, al objeto de
recoger el mayor número de sugerencias, en aras de alcanzar el más amplio consenso
posible.
Con motivo de la pasada XIX Reunión de la Sociedad Española de Mineralogía
celebrada en Octubre de 1999 en Madrid, se" tuvo una sesión con el exclusivo objeto de
revisar el trabajo realizado y en su caso aprobarlo, como así fue.
Los acuerdos adoptados fueron:
a) Mantener las siglas en inglés.
b) En las traducciones no sacrificar siempre a la literalidad, el rigor en la precisión: así
p.e. "Microanálisis en transmisión" en vez de "Microscopía electrónica analítica" que en
inglés original ofrece ya cierta ambigüedad.
c) En el mismo sentido del aptdo. b aceptar como validos aquellos términos que ya
tienen un uso relativamente generalizado en nuestra lengua.
Confiamos que la labor realizada se aprecie en su justo valor y propósito, que es el de
aportar a nuestra lengua castellana (española) tan rica y flexible, un conjunto de términos
técnicos que la enriquezcan y faciliten su uso como vehículo del Conocimiento Científico.
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Término en Inglés Sigla Traducción propuesta
absorption edge
amplitude contras!
analog to digital converter
analytical electrón microscopy
analytica! electrón spectroscopy
annulardarkfield
antiphase domain
astigmatism
atomic forcé microscopy
Auger electrons
Auger yield
back-focal plañe
backscattered electrons
backscattered factor
beam curren!
beam purity
beam skirt
beam tilt
bremsstrahlung
bend contour
biiqhtf ielU
camera factor
camera length
carbón coated
cathodoluminescence
conlrcd dark field
channelling
enrómate aberration coefficient
coma free correction
contad mode
contrast transfer function
conventional electrón microscopy
convergent-beam electrón diffraction
convergent-beam image
cooling stage
count rate
coupled charged device
cross fringes
crossover
damping envelop/function
canto de absorción
contraste de amplitud
ADC convertidor analógico-digital
AEM microanálisis en transmisión
AES espectroscopia electrónica analítica
ADF campo oscuro anular
APD dominio de antifase
astigmatismo
AFM microscopía de fuerza atómica
electrones Auger
rendimiento de emisión Auger
plano retrofocal
BSE electrones retrodispersados
factor de retrodispersión
comente del haz
pureza del haz
contomo del haz
inclinación del haz
radiación continua
franjas de Bragg
BF campo claro
factor de la cámara de difracción
longitud de la cámara de difracción
recubierto con carbono
CL catodolumíniscencia
COF campo oscuro centrado
canalización
Ce coeficiente de aberración cromática
corrección de "coma" libre
modo contacto
CTF función de transferencia de contraste
CTEM microscopía electrónica convencional
CBED difracción de haz convergente
CBIM imagen de haz convergente
platina enfriadora
velocidad de recuento
CCD dispositivo de cargas acopladas
franjas cruzadas
punto de cruce
función de amortiguación
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Término en Inglés Sigla Traducción propuesta
darkfield DF
deadlime
depthoffield
detection efficiency
dimple grinder
dynamical diffraction/scattering
electrón back-scattered diffraction EBSD
electrón channelling
electrón diffraction contras!
electrón diffraction pattern
electrón energy-loss spectroscopy EELS
electrón microprobe EMPA, EMP
electrón spectroscopy image ESI
energy dispersive spectroscopy EDX. EDS
energyfilteredimaging
energy-loss near-edge fine structure ELNES
e nvi ron mental electrón mícroscopy EEM
environmental scanning electrón microscopy ESEM
Everhart-Thornley detector ET
axitfunction
extended energy loss fine structure EXELFS
Faradaycage
fieldeffect transistor FET
field-emission gun FEG
first-order Laue zone FOL2
Fresnel fringes
íüll width at half máximum FWHM
full width at tenth máximum FWTM
fullyfocusingspeclrometer
gain
gas filled proporcional counter
gas flow proportional counter
gaussian focus
guntilt
heating stage
high vacuum HV
high-order Laue zone HOLZ
high-resolution darkfield HRDF
high-resol ution transmission electrón microscopy HRTEM
holey-carbon films
campo oscuro
tiempo muerto
profundidad de campo
efectividad de detección
adelgazador mecánico
difracción/dispersión dinámica
difracción de electrones retrodispersados
canalización de electrones
contraste be difracción electrónica
diagrama de difracción de electrones
espectroscopia de pérdida de energía
microsonda electrónica
imagen inelástica
espectroscopia por dispersión de energía
imagen por filtrado de energía
estructura fina de pérdida de energía cercana al canto
microscopía electrónica ambiental
microscopía electrónica ambiental de barrido
Detector Everhart-Thornley
función de salida
estructura fina de pérdida de energía extensa
jaula de Faraday
transistor de efecto de campo
cartón de emisión de campo
zona de Laue de primer orden
bandas de Fresnel
anchura a media altura
anchura a un décimo de altura
espectrómetro de focalización total
ganancia
contador proporcional sellado
contador proporcional de flujo de gas
foco gaussiano
inclinación del cañón
platina calentadora
alto vacío
zona de Laue de alto orden superior
Campo oscuro de alta resolución
microscopía electrónica de transmisión de alta resolución
película de carbón perforada
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Término en Inglés Sigla Traducción propuesta
image píate
image resolution
image simulation
ion etcning
ion milling
kiknchi pattern
kinematical diffraction/scattering
large angle convergen! beam electrón diffraction LAC8EO
latticefringes LF
lattice image
lifetime
limiting apertura
liquid nitrogen cooling holder
low energy electrón diffraction LEED
low energy electrón microscopy LEEM
low-magnification image LM
lowvacuum LV
low-vacuum scanning electrón microscopy LV-SEM
mapping
Moiré' frínges
Monte Cario technique
multichannel analyser MCA
múltiple diffraction/scattering
multJslice method
objective aperture OA
ovefocus
parallel electrón energy-loss spectroscopy PEELS
pattern
phase contras!
pile up rejection
pivot coils
plasmon energy loss
pointspreadfunction
polepiece
preamplifier
precisión ion beam sectioning PIES
precisión ion polishing system PIPS
pressure limiting aperture PLA
probé
probé current
placa de imagen
resolución de la imagen
simulación de imagen
ataque iónico
adelgazador iónico
diagrama de kikuchi
difraccción/dispersión cinemática
difracción de electrones de haz convergente a alto ángulo
franjas reticulares
imagen reticular
vida media
apertura limitante
portamuestras refrigerado por nitrógeno liquido
difracción de electrones de baja energía
microscopía electrónica de baja energía
imagen de baja ampliación
bajo vacío
microscopía electrónica de barrido de bajo vacío
mapa
franjas moaré
procedimiento de Monte Cario
analizador multicanal
difracción/dispersión múltiple
método multisección
apertura de objetivo
por encima del foco
espectroscopia de pérdida de energía en paralelo
diagrama
contraste de fase
rechazo de apilamiento
bobinas deflectoras
pérdida de energía del plasmon
función de dispersión del punto
pieza polar
preamplificador
corte de precisión por haz iónico
adelgazador iónico de precisión
apertura diferencial de vacío
sonda
corriente de sonda
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Término en Inglés Sigla Traducción propuesta
projecled charge-density PCD
projected potential i m ages
pulse
pulse height analysís PHA
recorder
resolving power
rocking beam
rotation centre
Rowland círcle
sean coils
scanning electrón microscopy SEM
scanning magnBtic microscopy SMM
scanning probé microscopy SPM
scanning transmisión electrón microscopy STEM
scanning tunnelling microscopy STM
Scherzerfocus
second-order Lauezone SOL2
secondaryelectrons SE
secondary electrón detector
selected-area electrón diffraction SAED
serial electrón energy-loss spectroscopy SEELS
side-entry stage
solid state detector
spatial resolution
specimen holder
specimen stage
spherical aberration coefficient Cs
spot size
spreadoffocus
stigmator
structure image
symmetrical zone-axis diffraction pattern ZAP
take off angle
tapping moda
thickness fringes
through-focus series
time constan!
top-entry stage
transmission electrón microscopy TEM
ultra high vacuum UHV
imagen de densidad de carga
imágenes de potencial proyectado
pulso
análisis de altura de pulsos
registrador
poder de resolución
haz oscilante
centro de rotación
círculo de Rowland
bobinas deflectoras
microscopía electrónica de barrido
microscopía de barrido de campo magnético
microscopía de sonda de barrido
microscopía electrónica de transmisión por barrido
microscopía de barrido de efecto túnel
foco de Scherzer
zona de Laue de segundo orden
electrones secundarios
detector de electrones secundarios
difracción de área seleccionada
espectroscopia de pérdida de energía en serie
portamuestras de entrada lateral
detector de estado sólido
resolución espacial
portamuestras
platina
coeficiente de aberración esférica
tamaño del haz
dispersión del foco
corrector de astigmatismo
imagen estructural
diagrama de difracción de eje de zona simétrico
ángulo de salida
modo intermitente
bandas de espesor
serie focal
constante de tiempo
portamuestras de entrada superior
microscopía electrónica de transmisión
ultra alto vacío
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Término en Inglés Sigla Traducción propuesta
underfocus
voltage centring
wavelength dispersiva spectroscopy
weak beam dark field ¡maga
weak phase-objecl approximation
Wehnclí cylinder
whole pattern
Z-absorption-fluorescenca(correction)
zero-ordar Laue zona
por debajo del foco
ajuste del voltaje
WDX, WDS espectroscopia por dispersión de longitud de onda
WBDF imagen de campo oscuro de haz débil
WPOA aproximación de objeto de fase débil
cilindro Wehnelt
WP diagrama de difracción completo
ZAF (corrección por) efecto matriz
ZOLZ zona de Laue de orden cero
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